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II 

目。言

本标准代替WJ 2100-1992 《硅光电二极管、雪崩光电二极管谢试方法》．

本标准与原标准相比，主要变化如下：

一一增加了4.3条“暗电流（方法2）”测试方法：

一一增2日4.8条“脉冲电流响应度（方法2）”测试方法：

一一增加4.19条“噪声等效功率（方法3 ）”测试方法。

本标准由中国兵器工业集团公司提出。

本标准由中国兵器工业标准化研究所归口。

本标准起草单位z 中国兵器工业第二0九研究所。
本标准主要起草人：郭俊玲、何伟、周红轮、封巍。

本标准1992年首次发布。



1 范围

硅光电二极管、硅雪崩光电二极管
测试方法

本标准规定了硅光电二极管、硅雪崩光电二极管的测试方法．

WJ 2100-2004 

本标准适用于硅光电二极管、硅雪崩光电二极管（以下简称二极管〉性能参数的测试，其它材料

制作的半导体光电二极管性能参数的测试可参照使用。

2 规范性引用文件

下列术语和定义适用于本标准．

2. 1 

反向击穿电压 breakdown voltage 

无光照条件下，在被测二极管两极加反向偏压，使二极管暗电流发生陡增时的反向偏压．

2.2 

暗电流 dark current 

无光照条件下，在被测二极管两极加规定的（视具体产品要求而定〉反向偏压时，二极管中通过

的电流．

2.3 

正向压降 forward voltage 

无光照条件下，被测二极管通过的正向电流为规定值〈视具体产品要求而定〉时，两极间所产生

的电压降．

2.4 

电流晌应度 current responsibility 

在规定波长和反向偏压下，单位光功率所产生的光电流．

2.5 

光谱晌应范围 range of spectral r四ponse

在入射光功率相等和规定反向偏压下，二极管的电流响应度随波长而变化的曲线上，响应度不小

于最大幅值O.IO倍所对应的波长范围．

2.6 

蜡值晌应波长 peak wavelength 

等能光谱响应曲线中，最大幅度值所对应的波长．

2. 7 

脉冲晌应上升时间 rise time 

在规定光波长、反向偏压和负载下，输入的矩形脉冲光使二极管输出的矩形脉冲信号幅度前沿由
峰值的0.10倍到0.90倍所需的时间．

2.8 

脉冲晌应下降时间 fall time 
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在规定光波长、反向偏压和负载下，输入的矩形脉冲光使二极管输出的矩形脉冲信号幅度后沿由

峰值的0.90倍到0.10倍所需的时间．

2.9 

倍增因子 multiplication factor 

在规定光波长、光功率和反向偏压下，雪崩光电二极管有倍增时的光电流与无倍增时的光电流之

比．

2. 10 

噪声等效功率 noise equivalent power 

在规定反向偏压下，使二极管中产生的均方根信号电流等于二极管本身输出的单位带宽的均方根

噪声电流时，所输入的一定波长的光功率．

2. 11 

晌应度均匀性 adequate characteristic 

在规定光波长和反向偏压下，反映二极管光敏面内各点响应度差异的特性。

2. 12 

列阵串扰因子 crossfire factor of array 

在规定光波长、光功率和反向偏压下，列阵中任意一个相邻非光照单元的光电流与光照单元的光

电流之比。

2. 13 

2. 14 

列阵过渡宽度 trans width of array 

在规定光波长和反向偏压下，两单元连接处光电流相对于光敏区最大值下降3 dB区域的宽度。

标准电阻器 standard electric resistiv均

为测量作参考用的单值或多值电阻器．

3 一般要求

3. 1 环境条件

测试应在下列环境条件下进行z

温度： 22℃ ±5℃： 

相对湿度z 不大于80%;

大气压力： 84 kPa~ 106 kPao 

3.2 句仪器设备

3. 2. 1 测试仪器和设备应稳定可靠，整个测试系统应在无明显的振动、气流、烟尘环境中工作，并

消除杂散辐射干扰．

3.2.2 所用计量仪器和仪表的精度应满足测试要求．

3.2.3 在满足测试参数要求下，测试仪器、设备可根据器件不同作适当的选择．

3.2.4 直流仪器、仪表应符合以下要求z

2 

a) 电流指示用电表的误差应不大于0.5%，扩展量程电表误差应不大于5%;

b）用于雪崩光电二极管的工作电压指示用电表误差应不大于0.1%，用于硅光电二极管的工作电

压指示用电表误差应不大于1.5%;

c) 参数指示用的直流电压衰的内阻应足够大，使通过其上的电流分量小于总电流的1%;
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d）参数指示用的直流电流表的内阻应足够小，使通过的电流在其上产生的最大压降不大于工作

电压的l%o

3.2.5 交流仪器、仪表应符合以下要求z
a) 电容测试仪表的误差应不大于5%;

b) 电阻测试仪表的误差应不大于5%;

c) 频率测试仪表的误差应不大于10%;

d) 电压测试仪表的误差应不大于3%o

3.3 电源

3. 3. 1 在测试设备中用交流整流作直流电源时，纹波系数应不大于 0.1%0
3.3.2 恒压源的电压在给定值范围的误差应不大于 1%o

3.4 光学参鼓

3. 4. 1 辐射光功率的测试误差应不大于 5%o

3.4.2 被测二极管峰值波长的测试误差应不大于 1 nm，波长重复性误差应不大于 0.2 nmo 

3.4.3 辐射光功率的大小应限制在二极管响应线性范围内．

3.4.4 可选用各种不同直径的光栏来限定光束落到二极管光敏面的直径，光源光束直径应小于光敏

区直径，在作小光斑扫描时光斑直径应不大于光敏面直径的 0.1 倍。

4 详细要求

4. 1 反向击穿电压

4. 1. 1 目的

测试二极管的反向击穿电压。

4. 1.2 测试原理

采用电流表、电压表进行测试。测试原理图见图 I • 

Re 

+ 

1 一恒压源； 2 一遮光罩z A 一直流电流表z V 一直流电压表： Re 一保护电阻z E 一被测二极管

固1 反向击穿电压测试原理图

4. 1. 3 测试仪器、装置及条件

4. 1. 3. 1 测试仪器、装置应符合 3.2～3.4 的规定－
4. 1. 3. 2 进行测试时二极管应用遮光罩遮光．

3 
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4. 1. 4 测试程序

4. 1. 4. 1 校正各仪表零位。

4. 1. 4. 2 调节恒压源，使电流表电流读数为规定值（视具体产品要求而定〉，这时电压表上的读数

即为二极管的反向击穿电压。

4.2 暗电流（方法。

4.2. 1 目的

测试二极管的暗电流。

4.2.2 测试原理

采用电流表、电压表进行测试．测试原理图见图2o

Re 

+ 

l 一恒压源： 2 一遮光罩z A 一直流电流表： V 一直流电压表： Re 一保护电阻： E 一被测二极管

图2 暗电流测试原理图一

4. 2.3 测试仪器、装置及条件

4.2. 3. 1 测试仪器、装置应符合 3.2～3.4 的规定。

4. 2.3.2 进行测试时二极管应用遮光罩遮光。

4. 2. 4 jt］试程序

4.2.4. 1 校正各仪表零位。

4.2.4.2 调节恒压源，使电压表读数达到规定值〈视具体产品要求而定），这时在电流表上的读数

即为被测二极管的暗电流。

4.3 暗电流（方法 2)

4. 3. 1 目的

测试二极管的暗电流。

4.3.2 测试原理

采用串联电路电流相同原理，电路中串联标准电阻器的方法进行测试。测试原理图见图3o
4.3.3 测试仪器、装置及条件

4.3.3. 1 测试仪器、装置应符合 3.2～3.3 的规定．

4.3.3.2 进行测试时二极管应用遮光罩遮光．

4.3.3.3 标准电阻器阻值可根据具体产品要求而定。

4.3.4 测试程序

4 
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调节恒压源，使其读数达到规定值（视具体产品要求而定〉，此时，读出标准电阻两端的电压降，

从而得出被测二极管的暗电流。

1 一直流电源： 2 一遮光罩； R 一标准电阻器z V 一直流电压表： E 一被测二极管

图3 暗电流测试原理图二

4.4 正向压降

4.4. 1 目的

测试二极管的正向压降。

4.4.2 测试原理

采用电流表、电压表进行测试。测试原理图见图4。

Re 

+ 

l 一恒压源： 2 一遮光罩： A 一直流电流表： V 一直流电压表： Re 一保护电阻： E 一被测二极管

图4 正向压降测试原理固

4.4.3 测试仪器、装置及条件

4.4.3. 1 测试仪器、装置应符合 3.2～3.4 的规定．

4.4.3.2 进行测试时二极管应用遮光罩遮光．

4.4.4 测试程序

4.4.4. 1 校正各仪表零位。

4.4.4.2 调节恒压源，使电流表上的读数为规定值（视具体产品要求而定〉时，在电压表上的读数

即为二极管正向压降。

5 
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4. 5 直流电流晌应度

4. 5. 1 目的

测试二极管的直流电流响应度．

4. 5.2 测试原理

用电流表、电压表进行测试。测试原理图见图5.

单色光柬
.’”’·-, ... 国－』
－回回”自由田’．，』

/ / 

E 

Re 

+ 

1 一恒压源： 2 一光功率计： A 一直流电流表： V 一直流电压表： Re 一保护电阻： E 一被测二极管

图5 直流电流晌应度测试原理固

4.5.3 测试仪器、装置及条件

4. 5. 3. 1 测试仪器、装置应符合 3.2～3.4 的规定。

4. 5.3.2 测试应在暗室条件下进行。

4.5.4 测试程序

4. 5. 4. 1 打开光功率计，校正各仪表零位，选用合适的量程。

4.5.4.2 将光功率计的探头对准单色光束，测出光功率 P;n•

4.5.4.3 被测二极管加上规定的反向偏压，使它工作在确定的工作状态下，在电流表上读出相应的

光电流值 IL 。

4. 5. 5 结果处理

二极管直流电流响应度按公式（ 1) 计算：

式中：

R_ =!..f._ ..…….......................................….......…. ( 1) 
‘ p 

In 

Re 一一直流电流响应度的数值，单位为微安每微瓦（ µA/µ W）或安每瓦（A/W) ; 

11. 一一光电流的数值，单位为微安（ µA）或安（A) ; 

凡一一光功率的数值，单位为微瓦（ µ W）或瓦（W）。

4.6 交流电流晌应度

4. 6. 1 目的

测试二极管的交流电流响应度－

4.6.2 测试原理

6 
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单色仪或激光器出射的单色光经光学调制或电信号调制后照射于二极管光敏面内，用光功率计及

频谱分析仪进行测量．测试原理图见图6、图7.

！日 Re: 

l 一光功率计： 2 一频谱分析仪： 3 一恒压源； 4 一稳流源z

5 - 200nm～600nm 时知灯， 600nm～1300nm 时佩灯， 1300 nm～4000nm 时鸽灯：

6 一频率调制盘z 7 一单色仪； 8 一孔形光栏：

V 一直流电压表： Re 一保护电阻z RL 一负载电阻： C 一糯合电容： E 一被测二极管

图6 交流电流晌应度测试原理固一

Re: 

申

l口

/ / 
•- Ll • E 
！」口乓3

l 一光功率计： 2 一半导体激光器或发光二极管： 3 一标准信号发生暴： 4 一测量放大器； 5 一指示器：

6 一恒压源z V 一直流电压表； Re 一保护电阻； RL 一负载电阻z C 一藕合电容： E 一被测二极管

图7 交流电流晌应度测试原理固二

注z 固6是二极管交流电流响应度的典型测试系统．其优点是可在较宽的连续光谱范围内进行测试：图7是半导体激

光器出现以后，新发展起来的测试方法．其优点是测试设备易组建，适合单波长或宽带波长的测试．

7 
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4.6. 3 测试仪器、装置及条件

4. 6.3. 1 测试仪器、装置应符合 3.2～3.4 的规定。

4. 6. 3.2 单色仪，精度要求见表 I • 
表1 单色仪精度要求

使用范围 被长精度

200~ 600 士0.2

600~ 1300 士0.4

1300~ 4000 士0.8

单位为纳米

波长重复性

士0.1

士0.2

士0.4

4. 6.3.3 孔形光栏的孔径可根据需要而定，一般应为 0.1 mm～0.5mm，它位于单色仪出射狭缝处。
4.6.3.4 频谱分析仪的频率范围及精度一般应为 2 Hz士0.5 dB~ 200 kHz士0.5 dB：仪器的噪声电平
应不大于 0.4µ v：输入阻抗应不小于 2 M0/150 PF，使通过其上的分流电流应小于总电流的 1%：仪
表的灵敏度高，测量范围一般应不小于 IOµ V~ 300 V。

4. 6.3.5 图 7 中指示器可以是示波器、频谱分析仪等，仪器的频率范围根据选用的调制频率而定。
4.6.3.6 测试在暗室条件下进行。

4. 6.4 测试程序

4. 6. 4. 1 打开光功率计，校正各仪表零位，选用合适的量程。

4. 6.4.2 将光功率计的探头对准单色光束，测出光功率 P;n。

4. 6.4.3 被测二极管加上规定的反向偏压，使被测二极管工作在确定的工作状态下。
4. 6.4.4 在频谱仪上读出相应的电压值，再换算成相应的电流值b
4. 6.5 结果处理

二极管交流电流响应度按公式（2）计算＝

且＝ ..!.f_ ........…...........................…. •••••• ••• ••• ••• ••• ( 2) 
‘ P;n 

式中＝
λ 一一交流电流响应度的数值，单位为微安每微瓦（ µA/µ W）或安每瓦（A/W) : 
il 一一二极管输出的光电流的数值，单位为微安（ µA）或安（A) : 
凡一一照射于二极管光敏区内，经频率调制的单色光功率的数值，单位为微瓦（ µ W）或瓦

(W) • 

4. 7 脉冲电流晌应度（方法 1)

4. 7. 1 目的

以光脉冲为测量信号，测试二极管的脉冲电流响应度－
4. 7.2 测试原理

用脉冲发生器产生的电脉冲驱动半导体发光二极管或激光器，产生特定波长的光脉冲信号，用脉
冲辐射功率计测出光脉冲功率，然后用测量放大器与示波器测出被测二极管输出电压脉冲幅度即可计
算出被捕二极管的脉冲电流响应度．测试原理图见图8二
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Re 
i 口

+ 工乡

且

1 一脉冲辐射功率计： 2 一发光二极管或半导体激光器： 3 一脉冲信号发生器： 4 一示波器z

5 一测量放大也 6 一恒压源； RL 一负载电阻z C 一稿合电容： Cc 一去稿电容； Re 一保护电阻：

E 一被测二极管； V 一直流电压表

图8 脉冲电流晌应度测试原理固一

4. 7.3 测试仪器、装置

4. 7. 3. 1 测试仪器、装置应符合 3.2～3.4 中的规定。

4. 7.3.2 脉冲信号发生器重复频率应大于 1000 Hz，脉冲宽度应大于 200 ns，上升和下降时间应小于

20 I毡，脉冲幅度 ov～SY 应连续可调。

4. 7.3.3 示波器 Y放大器带宽应不小于 100 MHz. 

4. 7.3.4 测量放大器带宽应为 100 kHz~ 30 MHz，衰减器读数范围应为 O dB~ 70 dB. 

4. 7.4 测试程序

4. 7. 4. 1 打开光功率计，校正各仪表零位，选用合适的量程．
4. 7.4.2 将光功率计的探头对准脉冲光束，测出光功率大小．

4. 7.4.3 被测二极管加上规定的反向偏压，使它工作在确定的工作状态下．

4. 7.4.4 调节测量放大器，从示波器上读出放大后的二极管输出脉冲电压幅度值。
4. 7.5 结果处理

二极管脉冲电流响应度按公式 (3）计算z

士E v 
• Gv x P;n x R1, 

式中z

•••• (3) 

R.I!－ 二极管脉冲电流响应度的数值：单位为微安每微瓦（ µA/µ W）或安每瓦（A/W)
Y 一一示波器测出的脉冲电压的数值，单位为伏（V) ; 

G， 一一测量放大器的实用增益：

9 
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P;n 一一光脉冲功率的数值，单位为微瓦（ µ W）或瓦（W) : 

R1，一一负载电阻的数值，单位为欧姆（ Q ）。

4.8 脉冲电流晌应度〈方法 2)

4.8. 1 目的

用光电二极管动态测试仪测试雪崩光电二极管在最佳工作电压下的脉冲电流响应度。
4. 8.2 测试原理

用光电二极管动态测试仪进行测试，电信号调制的特定波长的光源由标准管（经国家法定授权单
位标定响应度）确定其标准值，被测管与之作比较．测试原理图如图9。

1 一发光头： E 一被测二极管： 2 一光电二极管动态测试仪； 3 一示波器

固9 脉冲电流晌应度测试原理图二

4.8.3 测试仪器

4. 8. 3. 1 光电二极管动态测试仪技术指标如下z

测量放大器z

带宽0.1 MHz~ 30MHz 

放大器增益63 dB 

衰减器调节范围o dB~ 70dB 

光脉冲发生器z

重复频率l Hz、 10 Hz, 100 Hz、 1000 Hz 

光脉冲半宽度JO ns~ 500 ns连续可调

脉冲模式单脉冲和双脉冲

平均虚警率FAR指示器计数范围9999 PIS 

偏压电源输出电压O V~550 V连续可调

4. 8.3.2 示波器 Y 放大器带宽应不小于 100 MHz. 

4.8.4 测试程序

4. 8.4. 1 把标准二极管插到动态测试仪上，加上规定的偏压（视具体产品而定〉，调节测量放大器
增益衰减值为 Tb. 将电信号调制的特定波长的光源照射到标准管的光敏面上，调节光强，使示波器
上的脉冲幅度达到一定值，以后测试中保持光强不变．

4.8.4.2 取出标准管，换上被测件，给被测件加上与 4.8.4.1 相同的偏压，调节测量放大器增益衰减
值，设衰减器读数为 Tax，在同样的光脉冲功率照射下，使示波器上的脉冲幅度达到与测试标准管时
同样的高度。

10 
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4.8.4.3 调节测量放大器增益衰减值，使衰减器读数为 Tox+2 dB，然后调节偏压，使虚警显示在规

定范围内．在同样的光脉冲功率照射下，调节测量放大器增益，设衰减器读数为 Tx，使示波器上的脉

冲幅度达到与测试标准管时同样的高度。

4.8.4.4 重复 4.8.4.3 条步骤，逐渐增加放大器增益衰减值（如 Tox+3 dB……），当 Tx增加量小于

或等于 l dB 时为止。此时的工作电压为最佳工作电压，对应的衰减值 Tx 为最佳工作电压下的衰减值，

对应的电流响应度为最佳工作电压下的脉神电流响应度。

4.8.5 结果处理

被测光电二极管脉冲电流响应度由公式（4）计算＝

豆·e ＝ 主e 标× lO <Tx·Tbl 120 ••• .....…·…......…........…. (4) 

式中 z

Re标一一标准管电流响应度的数值，单位为安每瓦 CA/W) ; 

λ 一一被测管脉冲电流响应度数值，单位为安每瓦（A/W) ; 

Tx 一一最佳工作电压下，测量放大器增益衰减值， dB;

凡一一规定偏压下，标准管规定的测量放大器增益衰减值， dB 。

4.9 自动测试交流电流晌应度随偏压变化曲线

4.9. 1 目的

自动测试二极管交流电流响应度随偏压变化曲线。

4.9.2 测试原理

通过驱动系统使X-Y记录仪X方向的运动与二极管反向偏压线性变化相对应， Y轴与光电二极管

不同偏压下的光电流相对应。测试原理图见图lOo

4.9.3 测试仪器、装置

4.9. 3. 1 测试仪器、装置应符合 3.2～3.4 中的规定。

4.9.3.2 单色仪、频谱分析仪应符合 4.6.3.2 和 4.6.3.4 的规定， X-Y 记录仪是与频谱仪配套的仪器，

其驱动系统的特点是外部电压可以控制纸的速度，动态范围不小于 50dB，满刻度精度不大于 0.3 dB; 

AC信号频率范围为 2 日z～200 kHz，频率精度不大于土 I dB 。
4. 9.4 测试程序

4. 9.4. 1 打开光功率计，校正各仪表零位，选用合适的量程。

4.9.4.2 用光功率计测出光功率 P;no

4.9.4.3 开启可调电位器，将二极管上的反向偏压从 ov 加到接近击穿电压。

4.9.4.4 在频谱分析仪上测出二极管在不同偏压下的光电流，井输入 X-Y 记录仪的 Y 轴。

4.9.4.5 通过驱动系统使 X-Y 记录仪 X 方向的运动与加在二极管的反向偏压线性变化相对应，这
样自动测试出二极管光电流随反向偏压变化的曲线。

4.9.5 结果处理

利用公式（2）可计算出任意偏压下的交流电流响应度，光功率归一化后即可得出电流响应度之

随反向偏压变化曲线．

II 
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8一
Re 

l 一桂、流源： 2 一鸪灯： 3 一频率调制盘： 4 一单色仪： 5 一孔形光栏： 6 一频谱分析仪：

7- X-Y 记录仪： 8 一驱动系统： 9 一电压源： JO 一光功率计z E 一被测二极管z V 一直流电压表：

Re 一保护电阻： RL 一负载电阻： C 一稿合电容z Rp 一线性可调电位器

图10 自动测试交流电流晌应度随偏压变化曲线原理图

4. 10 直流光谱晌应曲线、光谱晌应范围和峰值晌应波长

4. 10. 1 目的

测试二极管的直流光谱响应度曲线、光谱响应范围和峰值响应波长。

4. 10.2 测试原理

用单色仪出射的各不同波长的单色光束照射于二极管光敏区内，在输入相等光功率的条件下即可

测出光谱响应特性．测试原理图见图110

4. 10.3 测试仪器、装置

测试仪器、装置应符合3.2～3.4的规定。

4. 10.4 测试程序

4. 10.4. 1 打开光功率计，校正各仪表零位，选用合适的量程．

4. 10.4.2 逐次改变波长，用光功率计测出各不同波长下的光功率大小．

4. 10.4.3 被测二极管加上规定的反向偏压，使被测二极管工作在确定的工作状态下．

4. 10.4.4 各不同光波长下，在电流表上读出相应的光电流 /ro

4. 10.5 结果处理

4. 10. 5. 1 将各不同波长下的光电流根据选用光源的辐射光谱曲线进行等能换算．

4. 10.5.2 以波长为横坐标，对应的等能换算后各光电流为纵坐标划一条曲线即得出二极管光谱响应

曲线．

12 
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4. 10. 5. 3 在曲线上求出不小于最大幅值 0.10 倍所对应的波长范围 A..t 即为二极管光谱响应范围。

4. 10. 5. 4 在等能光谱响应曲线上，最大幅值对应的波长为探测器的峰值响应波长。

i巳 B.c 

E 

+ 
一－…h

被最可调单色光荣今

1 一恒压源： 2 一光功率计z A 一直流电流表： V 一直流电压表z Re 一保护电阻； E 一被测二极管

图11 直流光谱晌应测试原理图
4. 11 交流光谱晌应曲线、光谱晌应范围和蜡值晌应波长

4. 11. 1 目的

测试光电二极管的交流光谱响应曲线、光谱响应范围、峰值响应波长。

4. 11. 2 测试原理

用单色仪出射的各不同波长的单色光束，经调制后照射于二极管上。谢试原理图见图 12.

4. 11. 3 剩试仪器、装置

4. 11. 3. 1 测试仪器、装置应符合 3.2～3.4 中的规定。

4. 11. 3. 2 单色仪、频谱分析仪应符合 4.6.3.2 和 4.6.3.4 的规定。

4. 11. 4 测试程序

4. 11. 4. 1 打开光功率计，校正各仪表零位，选用合适的量程。

4. 11. 4. 2 逐次改变波长，用光功率计测出各不同波长下的光功率大小．

4. 11. 4. 3 被测二极管加上规定的反向偏压，使被测二极管工作在确定的工作状态下。

4. 11. 4. 4 各不同波长下，在频谱仪上读出相应的光电流 iL。

4. 11. 5 结果处理

4. 11. 5. 1 将各不同波长下的光电流根据选用光源的辐射光谱曲线进行等能换算。

4. 11. 5. 2 以各波长为横坐标，对应的等能换算后的各光电流为纵坐标划一条曲线即得出二极管光谱

响应曲线。

4. 11. 5. 3 在曲线上求出不小于最大幅值 0.10 倍所对应的波长范围Aλ 即为二极管的光谱响应范围。
4. 11. 5. 4 在等能光谱响应曲线上，最大幅度值对应的波长为二极管的峰值响应波长λI' • 
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Re 

且

1 一恒压源； 2 一稳流源； 3 一鸪灯z 4 一频率调制盘； 5 一单色仪： 6 一孔形光栏： 7 一频谱分析仪：

V 一直流电压表z Re 一保护电阻： RL 一负载电阻： C 一稿合电容： E 一被测二极管

4. 12 晌应时间

4. 12. 1 目的

圄12 交流光谱晌应测试原理固

测试二极管的脉冲响应上升和下降时间．
4. 12.2 测试原理

脉冲信号发生器产生的毫微秒脉冲驱动半导体激光器，产生快速光脉冲照射于二极管的光敏面，
用示波器测出二极管的脉冲响应上开和下降时间．测试原理图见图130

Re 

巴巴土飞／

1 一恒压源： 2 一示波器： 3 一激光器： 4 一脉神信号发生器： V 一直流电压表E Re 一保护电阻E

阻，一负载电阻（500 ); c 一藕合电容z E 一被测二极管

圄13 脉冲晌应上升、下降时间测试原理圄

4. 12.3 测试仪器、装置及条件

4. 12. 3. 1 测试仪器、装置应符合 3.2～3.4 中的规定．

4. 12.3.2 示波器的带宽应不小于 SOOMHz，垂直偏转因素误差应不大于±3%。
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